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1. 講演概要 

固体の表面状態分析法として，XPSが汎用的に利

用されてきている．XPS では分析深さは数 nm 程度

であり，それより深い情報は Ar スパッターで表面

を除去しながら実施することが多い．しかしながら，

Ar スパッターにより多くの酸化物が還元したり，

水酸化物が酸化物に，硫化物が価数を変えたりと，

状態分析の観点では多くの問題がある[1]．一方，

鉄鋼材料の酸化・腐食皮膜は干渉色の着色皮膜程度

でも数 10 nm厚さがあり，腐食反応等を考える際に

は，酸化膜全体の元素の状態を正確に把握すること

が必要である． 

XPSより分析深さが深い方法として，HAXPESや

軟 X 線 XAFS が利用されつつある．軟 X 線 XAFS

では，測定法として電子収量法と蛍光収量法があり，

前者の分析深さは XPS とほぼ同じかやや深いと報

告されている[2]．蛍光収量法では電子収量法より

深い情報が得られるといわれてはいるが，ほとんど

実測はされておらず，状態分析への応用も少ないの

が現状である．この原因のひとつとして，蛍光収量

法では自己吸収と呼ばれている XAFSスペクトルの

変形現象があり，その解釈を困難にしていることが

あげられる． 

本講演では蛍光収量法（PFY）による軟 X 線 XAFS

を用いた表面分析法の可能性を探るべく，膜厚を変

化させた NiO 酸化膜を用いて Ni L 吸収端の分析深

さを測定し，自己吸収効果との関係や，最近自己吸

収効果がないと報告されている逆蛍光収量法

（IPFY）[3]，これは金属元素の吸収端のエネルギー

領域でO K強度を測定する方法であるが，この方法

とともに実用的に用いることができる自己吸収効果

の少ないスペクトルの取得法を検討し[4]，これら

結果に基づいて鉄酸化物の状態分析を試みた結果を

報告する[5]． 
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